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研究シーズの概要 

急速に発展する今日の ICT（情報通信技術）を支える大規模集積回路（LSI）は、高性能、高機能、小型・省電

力であることが求められるとともに、高信頼で安全であり、安心して利用できること（すなわち、ディペンダブルである（頼り

になる）こと）が求められます。この研究では、ディペンダブルな LSI の設計法とその支援技術（CAD）を開発します。 

研究シーズの詳細 

半導体技術の進歩はめざましく、今日では、大規模集積回路（LSI）は単にコンピュータ機器の部品として使われるだ

けでなく、家電製品や自動車の制御など、私たちの普段の生活に密接に関わるようになってきました。このような大規模で

高性能、高機能な LSI の設計には、コンピュータによる支援設計（CAD: Computer-Aided Design）や設計自動

化（DA: Design Automation）の技術が必要不可欠です。一般に LSI-CAD/DA では、面積、性能、消費電力

などが考慮されますが、本研究では、LSI の設計・製造から利用状況まで、LSI の製品ライフサイクル全体の最適化を考

えた設計、すなわち Design for X（DfX）を指向した CAD/DA を目指しています。特に、信頼性や安全性を考慮し

た設計（Design for Reliability, Design for Safety）をはじめとするディペンダブル LSI の設計技術の開発に取り

組んでいます。 

◆研究例１：高位からのテスト容易化設計◆ 

「テスト」の工程は、高信頼な LSI を設計・製造するために必要不可欠であり、その工程に係るコストが削減できるように

設計するのがテスト容易化設計（DfT: Design for Testability）です。本研究では、LSI 設計工程の上流（高

位）からテスト容易性を実現する設計法を提案します。 

◆研究例２：再構成可能デバイスを利用した漸次縮退システム◆ 

自動車の運転支援のような安全性が重視されるシステムでは、たとえ処理能力が落ちたり、一部の機能が失われたりし

ても動作を継続する必要があります。FPGA などの再構成可能なデバイスを用いて、故障箇所を分離しながら機能を維

持してサービスを継続するシステムの構成法を提案します。 

想定される用途・応用例 

◆ ASIC（特定用途向け IC）のテスト設計およびその CAD システム。 

◆ ノンストップコンピュータ、自動運転システム。 

◆ その他、高い信頼性・安全性を必要とする組込みシステム。 

セールスポイント 

我々の研究スタンスは、設計対象を限定しない一般の「設計法」の提案です。この「設計法」は、システムを構成する 

LSI やコンピュータなどを単に一つの部品として考えるのでなく、大きなシステムや組織の一部としてとらえる考え方・視点が

重要と考えています。よって、既存の製品の信頼性と価格とのバランスの解析、評価から始まり、新たな製品作りに向けて

の、性能、信頼性、コストに関する最適設計への指針の提供や、そのための設計・生産方式／システムの構築について

貢献できると思います。 
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